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En del formler folger som en del av oppgavesettet.

Sensur faller 1 uke 51, 2002

OPPGAVE 1.

a) Kohlers belysningsprinsipp er fundamentalt for innstilling av et lysmikroskop. Lag en skisse
som viser lysgangen gjennom et lysmikroskop som er innstilt i samsvar med Kdhlers
belysningsprinsipp. Angi navn pd de ulike komponentene og deres innbyrdes plassering.
Formuler Ko6hlers belysningsprinsipp ved ord og gi begrunnelsen for de ulike trinn i prosedyren.
Hvor vil du plassere den ringformede blenderen og modulatoren som brukes ved
fasekontrastmikroskopi ?

b) Gi en kortfattet beskrivelse av fluorescens og hvordan dette utnyttes ved fluorescensmikroskopi.
Lag en skisse som viser innbyrdes plassering av de optiske komponentene ved epi-illuminering
fluorescens-mikroskopi. Angi egenskapene til filteret/filterne i forhold til fluorescens-
egenskapene. Gjor rede for de underliggende prinsippene i konfokal lysmikroskopi. Hva menes
med mutifoton mikroskopi og gi en kortfattet ssmmenlikningen med konfokal mikroskopi. Hva
er resonansenergioverforing og pa hvilken méte kan dette utnyttes ved studier av biologiske
prover?

c) Beskriv refleksjonsinterferenskontrastmikroskopi og angi hva slags informasjon som oppnas.
Sammenlign denne teknikken med total indre refleksjons-(fluorescens) mikroskopi.
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OPPGAVE 2.

a)

b)

Beskriv generelt oppbyggingen og virkemaéten til et ”atomic force” mikroskop (AFM). Ved
"non"-kontakt mode brukes ligningen:

d*z dz

m +y—+kz=F,sinwt+F,_ (z
dt2 }/dt 0 mt( )

til & beskrive svingeegenskapene til fjeren med spissen ("cantilever") som brukes ved
avbildningen. Gjer rede for de ulike leddene 1 ligningen og beskriv hva som skjer i lys av denne
ligningen nar spissen skal fores ned mot preven for & komme 1 posisjon for avbilding. Gjer rede
for hvordan denne ligningen gir basis for kvantitativ bestemmelse av kreftene mellom spiss og
prove.

Gjer rede for opplesning 1 et AFM 1 forhold til lysmikroskop og transmisjonselektronmikroskop.
Hvordan kan vi forbedre opplesningen ved avbildningen 1 AFM ?

Figur 1 viser eksperimentelt bestemte kraft-strekke data for lysozyme polymer produsert ved
rekombinant DNA teknologi (polymerisert form at de normalt foreckommende). Dataene ble
bestemt ved bruk at et AFM. Gjer rede for hvilken informasjon en kan oppnd ved analyse av
disse data og ved bruk av denne type karakterisering generelt. Hvordan ville du forvente at kraft-
strekkeforhold ville se ut dersom en optisk pinsett ble brukt for bestemmelse av kraft-
strekkeprofilen (samme betingelser som Fig. 1A) ?
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Figur 1. Eksperimentelle data for lysozymepolymer 1 fysiologiske betingelser (A)
og 1 guanidine hydrochloride (C). Guanidine hydrochloride: denaturerer proteiner.
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OPPGAVE 3.

a)

b)

Gjer rede for hvilke type elektron-preve vekselvirkning som en kan dra nytte av i
elektronmikroskopi. Hvilke type vekselvirkninger benyttes i de ulike typer elektronmikroskopi ?

Lag en prinsippskisse som viser oppbyggingen av et kombinasjonselektronmikroskop. Skisser
oppbyggingen av en magnetisk linse, og gi en forklaring pa hvorfor en slik linse alltid er en
samlelinse.

Figur 2 viser strélegang for billeddannelse ved hjelp av elektromagnetiske linser.
Bolgefunksjonen i fokalplanet til den elektromagnetiske linsen ved avbildning av et objekt kan

skrives:

obj

Ligningen over kan omformes til:
v (RIAf)=A4,C, expljx}- {5(13/ Af j + %f{wlbj (r)} + j%f{wibj (r)H
Ut fra denne kan en finne intensitetsfordelingen 1 billedplanet:

|y (@) C, - {1 £ 25 {P(a)(%f{w:b,» (7>} cos y(a) - %f{w:;b,» (7>}sin z(a)]H

Beskriv de ulike leddene i denne 2=0 g }43 Objekt 7 =fz,}
siste ligningen. Beskriv Af | B
fremgangsmaten Unwin og Skarpt Tokus A TFI—E P'":“’ u
Henderson brukte for =0 ~Hang
rekonstruksjon av heyoppleselig i
tredimensional struktur til
bakteriorhodopsin.
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Oppgitte formler. Definer alle storrelser i de du eventuelt bruker.
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